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^ for visualising hidden i„ fonnati o„ which is asso . 

defined by relief parameters such as the shape depA a snalf frT ^ ^ * layer in which a relie f suture 

optically perceptible effect in a surface m£Z^^^£tt?* m wd which «• «■ forming an 

thereof are modified in the area surface (27) according to ^™terTir«° n r r r er l reIiefparameterS definin « me structure 
or several areas pattern areas (29, 30) and a back™?^^ On^ ^ SUrfaCe "*» (27) is into °™ 

are modified in the pattern areas (29, 30) accottfJ^^^L^lT^^^^ defini " g * e StrUCture thereof 
also relates to a verification element provided wSa wffiEl^ function of the background area (28). Said invention 
period correspond to the parameter vLiation faction peS " ^ by 3 P 6 ™"* transmis «°" faction whose 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite J 



WO 2004/113953 A2 



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG 
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD RU 
TJ, TM), europaisch.es (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, Db' DK* 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, ML, PL PT 

™ ^ SK ' TO)l ° API BJ - CF ' C °. CI. CM, GA,' 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Veroflentllcht: 

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver- 
offentlichen nach Erhalt des Berichts 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
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^^^^S^^^^^SSFr^ S ° Wie ^ SyStCm » von versteck- 

auf, in der in ei„ em von eine X- SfS2?53LJ2S^ Weist eine Substratschicht 

efform, Relieftiefe, Spatialfrequenz und AzLuScel STer, rS?"^ T ^ insbesondere Reli- 

abgeformt ist. Bin oder mehTre der die ReSs^ktufdefint^l C l' . ^ ^ eines °P^ch erkennbaren Effektes 

Parameter-Variations- Funktion variiert Z FltSnb^ SSfilSPT*?* t*™ Rachenbe ^" ^ gemass einer 
tergrundbereich (28) geteilt. Bin oder mehrere \Z 57 ^SfeSto d^fil H me ^ re f Musterb ^^he (29, 30) und einen Hin- 
Musterbereichen (29, 30) gemass einer gegenute to ^P~^ f efin ^ re " d «n Rehefparameter sind in den ein oder mehreren 
benen Parameter-Variations-Funktion Swe£SSS^ 0n *" ? n ^ ndbe **=hes (28) phasenverscho- 



